
Gyakorlatorientált bevezetés a modern 
transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) 
szerkezetvizsgálat technológiáiba egy 
korszerű Themis TEM-EDS rendszeren.

MIT MUTATUNK BE? 
•	Elektronmikroszkópos képalkotás  
	 és analitika alapjai 
•	Elektronmikroszkópos mintapreparálás  
•	Fókuszált ionsugár alapú  
	 vékonymetszet-készítés  
•	Atomi felbontású TEM képalkotás  
•	Elektrondiffrakciós vizsgálatok  
•	Nagyfelbontású elemtérképezés  
•	Valós ipari alkalmazási példák

ATOMI SZINTŰ 
SZERKEZETVIZSGÁLAT

• Láss a mélyére !
• Vizsgáld !

• Értsd meg !

Félvezetőben
Együtt

A PROJEKT KONZORCIUMI TAGJAI: A PROJEKT FINANSZÍROZÓI:

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG. A KIFEJTETT NÉZETEK ÉS VÉLE­
MÉ­NYEK KIZÁRÓLAG A SZERZŐ(K) SAJÁTJAI, ÉS NEM FELTÉTLENÜL TÜKRÖZIK AZ EURÓPAI UNIÓ 
VAGY A CHIPS JOINT UNDERTAKING, MINT TÁMOGATÁST NYÚJTÓ HATÓSÁG VÉLEMÉNYÉT. EZEKÉRT 
SEM AZ EURÓPAI UNIÓ, SEM A TÁMOGATÁST NYÚJTÓ HATÓSÁG NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ.

2 × 45 PERC ELMÉLET + 2 × 3 ÓRA LABOR / MAX. 5 FŐ / MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

Ismerje meg a technológiát működés közben! www.hchip.hu




